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AVANT-PROPOS

Le présent amendement a été établi par le comité d'études 47 de la CEl: Dispositifs a
semiconducteurs.

Le texte de cet amendement est issu des documents suivants:

FDIS Rapport de vote

47/1389/FEDIS 47/1391/RVD

Le rapport de vote indiqué dans le tableau ci-dessus donne toute information sur le vote.ayant
abouti a I'approbation de cet amendement.

Page 66

Ajouter le nouveau paragraphe suivapt:

4.2 Définitions d’un essai destructif
Un essai est considéré comme destr ctif ifie propriétés spécifiées ou I'apparence

du dispositif essayé ou il i z : e maniére que sa qualité intrinséque et/oy
sa fiabilité opérationnellie soient puréduites aprés l'essai.

En pratique, un : e
- s'il est eff - : ant une limite absolue du dispositif en essai, ou

- sile mé 5 2 fectué a nouveau sur le méme dispositif avec la méme
probabilit 2 y’premier essai effectué sur ce dispositif;

ou
- sl : : que, suite a l'essai, le dispositif essayé ne soit plus de qualité
acceptable p n utilisateur

Renuméroter respéctivement les 4.2 a 4.4 en 4.3 2 4.5.
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FOREWORD
This amendment has been prepared by IEC technical committee 47: Semiconductor devices.

The text of this amendment is based on the following documents:

FDIS Report on voting
47/1389/FDIS 47/1391/RVD

Full information on the voting for the approval of this standard can be found in the report_on
voting indicated in the above table.

Page 67

Add the following new paragraph:

4.2 Definition of a destructive test

A test is considered to be destructive if(it m e _spegified properties of appearance of the
tested device or lf it stresses the device a way that the intrinsic quality and/or the

or

Renumber paragraphs 4.2 to 4.4 as 4.3 to 4.5, respectively.
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